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In lucririle cunoscute [1...10], dedicate
masurdrii rezistentei pe unitate de lungime sau a
diametrului (de asemenea prin masurarea rezistentei
numite) a microfirului conductor turnat prin metoda
prof. A. Ulitkovskii [11], nu se aratd din ce
considerente se alege valoarea frecventei de semnal
misuritor. In acelasi timp firul conductor turnat din
metal topit in stare de suspensie este o linie lunga cu
parametrii: rezistenta r si inductanta L, distribuiti pe
unitate de lungime.

Raportul dintre r si L depinde de sectiunea S
a microfirului si rezistenta specifica p a materialului
de microfir.

In lucririle sus numite, in procesul de
masurare a rezistentei I cu componenta inductiva L
se neglijeaza. Aceastd neglijare poate fi corectata
numai cind frecventa de semnal masurator este
aleasd corect, la care eroarca de masurare a
rezistentei conditionatd de prezenta inductantei L si
neglijatd nu depaseste valoarea de eroarea admisa.

In lucrarea actuald se arata si se dau relatiile
principale ce permit alegerea corectd a frecventei de
semnal masurator pentru orice raport dintre r si L.

In metodele de masurare a rezistentei
cunoscute in realitate se maésoarda impedanta

Z|=yr*+(wl)® pe unitate de lungime a

microfirului §i nu rezistenta lui ohmica r, practic

mai micd ca |Z; r<4r®+(wl)’ ce provoaci

eronari de masurare.

Lucrarile [1...10] dupa metoda de maésurare
folositd se mpart in doud grupe — prin masurare
directd a rezistentei r (d) si prin masurare prin
compensare. Apreciem eroarea de masurare a
rezistentei I conditionata de neglijarea componentei
L si aratdm conditia de alegere corectd a frecventei
de semnal masurator.

1. Masurarea rezistentei I prin metoda directa
(s masoara impedanta Z a unei portiuni de
microfir, fiind consideratd egald cu rezistenta ro a
portiunii de microfir etalon)

Z| =y, + (AL =1, 1)

unde ro si rx sint respectiv rezistentele de microfir
etalon si masurat, f — frecventa de semnal

masurdtor. Din (1) determindm valoarea reald de
rezistentd ohmica rx a microfirului masurat:

ro =1 +@24L)% =1, |12 L. N ))
rO

Evident, eroarea relativa de masurare a
rezistentei rx este:

d 2AfL
rO

Céan <<1, ceea ce practic are loc, atunci:

27fL

0

3)

é‘L;:O ~

Pentru valoarea de 5, datd, frecventa de
semnal f se alege din conditia:

1r
f< Zfoéw 4)

Inductanta firului conductor pe lungimea | se
determina cu relatia (5):

L =5.08*10°I(In # +1.193 + 0.223?)[Hn] (5)

iar cea pe unitate de lungime cu relatia (6):

L, =5.08*107(In 2 +1.193+ 0223@)[&} (6)
d 217 m
unde I, R si d se masoara in mili (1mili=0,0254mm,
corespunzator Imm = 1mili/0,0254), R si | sint
corespunzator raza si lungimea conductorului
masurat.
Rezistenta pe lungimea de microfir masurat este:

A

Rt = 4'DF

[Q] )
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iar pe unitatea lui de lungime:

r=4p£;[%] ®

Substituind (6) si (8) 1n (4) obtinem:

: Lo ©
f sﬁ—ﬁ\/a

5.08*107%(In A 193+0223”d) Hn
7d 210 m

In fig. 2 sint date diagrama de f = ¢(d si p)
pentru valori de drz0 practic admisibile §i anumite
grupuri de materiale de microfir, din care se poate
alege frecventa de semnal masurator la eroarea data.

2. Masurare prin compensare

Jr2+@AL,)? = rZ +(24L,)? (10)

sau (rx— ro) (rx + ro) = 2nf)*(Lo— Lx) (Lo+ Ly)
de unde:

L2
B
Il 1+m
L r
unde: kK =—>; m=-*.
0 rO
Cand Lx~ Lo, avem:
2
r,—r, ~6(f)> =2 L 17k (12)
I 1+m
iar:
LZ
e ="ry+6(d)*—= 1-k (13)
r 1+m
Eroarea relativa de masurare a rezistentei este
r.—r LY’ 1-k
5rL¢O =X Lt= 6(7[f)2[_0J - (14)
r r,b ) 1+m

Pentru or dat, frecventa de semnal se alege
din relatia:
1 1+ mry

2”\/— L¢O

Substituind (6) si (8) in (15) obtinem:

(15)

1 1+m
f[Hz] < —— 0 L *
[ ] 272'\/6 1—k L=0

sofo] as)
ad?m

5.08*10‘3(In 2—|+1.193+0.223@) m
d 217l m

In (16) lungimea microfirului se considera de
un metru. in ceea ce priveste misurarea diametrului
de microfir prin masurarea rezistentei r pentru
alegerea corecta a frecventei f proceddm in modul
urmator.

Pe unitatea de lungime avem:

Q P
r 4 17

[m} 2 17)

Substituind (6) si (8) in (16) obtinem:
4pm
2 5 ad? [ m (18)
2z 5.08*10" [In2|+1 193+0223ﬂdJ{Hn}

b 2l m

3. Masurarea diametrului

4’0|°'I’—£

= — 0=

2
2 5 eiay \2 N
5= 27AL) | 2A4L | _(1z°fd°L o5 fd°L
Vo 4p 2 p P

4 1 d? (dy = Ad)
7 d,
dg
- ~ (19)
dZ +2d,Ad + (Ad Y
_ds+2d,Ad—df |, 2d,Ad
d2+2d,Ad T d,(d, £ 2Ad)
Céand Ad << do, avem: o = +ﬁ—d =a.

0
Asadar od, de asemenea, se determina de
relatia (20):
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2
A, =27"f Z(EJ (20)

o

iar pentru valoarea datd de dd frecventa de semnal
se alege din conditia:

f < A, Vio:
J2r L
4p (21)
_1 A, d?
Tz 2

5.08*10%(In 2 +1.193+ 0.223@)
7d 2l

unde | se considera egal cu unitatea.
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